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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 

@ Einrichtung zur Wellenlangenbestimmung optischer Strahlung 

Die Erfindung beziehtsich aufeine Einrichtung zurWeMen- 
langenbesttmmung optischer Strahtung mtttels spektrogra- 
phischer Detektoren, die so vereinfacht worden ist, da& ihr 
Einsatz auch in gro&eren Stuckzahlen und unter ungunstigen 
Umweltbedingungen wirtschaftlich moglich ist. Ausfuh- r"ir~ 4 
rungsbeispiele sind beschrieben und eriautert, wobei diese rlU. I 
Eriauterungen durch die Figuren der Zeichnung erganzt 
werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zur 
Wellenlangenbestimmung von optischer Strahlung ge- 
maB dem Gattungsbegriff des Anspruchs K 

Zur Wellenlangenbestimmung solcher Strahlung 
werden bisher Spektrometer, vorwiegend mit Gitter 
Oder Prisma und sogenannte Fabry- Perot- Gerate ver- 
wendet Hierbei handelt es sich bekanntlich urn disper- 
gierende Gerate. die das Llcht spektral zerlegen und auf 
einen Foto-Detektor oder ein Detektor- Array abbilden. 
Weiterhin ist bekannt, Welienlangen mittels Detektoren 
mit schmalbandigen vorgesetzten FiJtem zu messen. 

Alle diese MeBgerate sind jedoch mit dem Nachteil 
behaftet. daO sie entweder nach ein em Abtast — bzw. 
Scan-Verfahren arbeiten, wie beispielsweise die Fabry- 
Perots, und daher hier zur Erfullung der nachstehend 
angegebenen Aufgabe nicht verwendbar sind» oder sie 
mussen ausgangsseitig das komplette Spektrum gleich- 
zeitig, zeilenweise detektieren. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde. eine Einrichtung der eingangs genannien Art zu 
schaffen, die eine instantane Bestimmung der Wellen- 
lange ermoglicht — also auch wenn nur ein kurzer Ein- 
zelpuls zur Verfiigung steht — und hierbei ein bestimm- 25 
ter spektraler Bereich. beispielsweise OA bis 1,1 fim. iQk- 
kenios abgedeckt werden soil. Dieses Gerat soli auQer- 
dem einen groBen Dyriamikbereich aufweisen, wirt- 
schaftlich und volumensparend konzipiert sein. 

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 aufge- 30 
zeigien MaBnahmen in uberraschend einfacher Weise 
gelost 

In den Unteranspriichen sind Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen aufgezeigt und in der nachfolgenden 
Beschreibung sind Ausfuhrungsbeispiele erlautert. Die 35 
Figuren der Zeichnung erganzen diese Eriauterungen. 
Es zeigen: 

Fig. 1 ein Schemabild in Form eines Blockschaltbildes 
eines Ausfuhrungsbeispiels. 

Fig. 2 ein Diagramm bezuglich des Verhaltnisses 40 
Empfindlichkeit/Welleniange verschiedener Detektor- 
typen. 

Fig. 3 ein Diagramm bezuglich des Verhaltnisses 
Obertragung/Wellenlange mit Transmissionskurven ge- 
eigneter Filter. 45 

Fig. 4 ein Diagramm bezuglich der Empfindlichkeits- 
verlaufe fiir eine Si-PIN-Diode mit und ohne Filter so- 
wie deren Differenzsignal. 

Fig. 5 ein Schemabild einer Quadrantendiode mit un- 
terschiedlich spektraler bzw. absoluter Empfindlichkeit 50 
der einzelnen Quadranten, und 

Fig. 6 schematisch die Auswahl der einzusetzenden 
aus mehreren zur Verfugung stehenden Detektoren. 

Zur Losung der gestellten Aufgabe wird nun vorge- 
schlagen, eine Einrichtung zur Wellenlangenbestim- 55 
mung zu schaffen. die sich aus mindestens zwei Halbiei- 
terdetektoren 10. 11 mit unterschiedlicher spektraler 
Empfindlichkeit zusammensetzt. welche von dem zu 
analysierenden Licht beaufschlagt werden und mittels 
eines nachgeordneten Rechners 12 die Wellenlange aus so 
der Differenz oder dem Verhaltnis der Fotostrome be- 
stimmt wird. 

Die hierfiir zu verwendenden Detektoren 10. 11 kon- 
nen nun Fotodioden unierschiedlichen Typs sein, bei- 
spielsweise der eine Detektor 10 aus Si und der andere es 
Detektor 1 1 aus InGaAs. In der Fig. 2 sind verschiedene 
Halbleiterdetektoren in ihren spektralen Empfindlich- 
keitskurven gezeigt. 
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Es ist aber auch moglich, zwei gleichgeartete Detek- 
toren 10, 11 einzusetzen und einem dieser Detektoren 
— in Fig. 1 ist es der Detektor 11 — ein Filter 13 zuzu- 
ordnen, der eine spektral unterschiedliche Dampfung 
5 gegenuber derjenigen des Detekiors 10 aufweist. 

In der Fig, 4 sind modellhaft die Empfindlichkeitswer- 
te fiir eine Si-PIN-Diode mit und ohne Filter sowie de- 
ren Differenzsignal aufgezeigt, 

Diese Diagramme durften vor Augen fuhren, wie in 
10 einfachster Art und Weise ein relativ groBer spektraler 
Bereich. auch wenn nur ein kurzer Einzelimpuls vorliegt, 
abgedeckt und die Wellenlange aus der Differenz oder 
dem Verhaltnis der Fotostrome genau bestimmt werden 
kann. 

15 In der Fig. 5 ist nun ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel 
skizziert, das insbesondere der Forderung nach erwei- 
terter Dynamik Rechnung tragt Hier wird ein Quadran- 
tendetektor eingesetzt. dessen Sektoren 1 bis 4 unter- 
schiedlich spektral bzw. absolut empfindlich sind. Das 
20 Quadrantenpaar 1 und 2 gibt die Wellenlange im Nor- 
malbereich, das Quadrantenpaar 3 und 4. das mit Neu- 
tralfilter urn "n" DB — im Beispiel gemaB der Fig. 5 sind 
es 20 dB — gedampft ist, die Welienlangen fur Bestrah- 
lungsstarken. die die Quadranten 1 oder 2 ubersteuern. 
Storungen durch Hintergrundlicht konnen durch ein 
HochpaBfilter eliminiert werden. da dieses Hinter- 
grundlicht bekanntlich niederfrequent istl 

Wie in Fig, 6 dargestellt, konnen auch mehr als zwei 
verschiedene oder gleichartige Detektoren 10a „ lOn 
mit oder ohne zusatzliche Filter mit dem zu analysieren- 
den Licht beaufschlagt werden. Mittels eines Rechners 
kann aus der Differenz oder dem Verhaltnis der Signale 
der verschiedenen Detektoren auf die Wellenlange des 
Lichts geschlossen werden. Die groBere Anzahl der De- 
tektoren bringt eine genauere Wellenlangenauflosung 
und/oder einen groBeren uberdeckten Wellenlangenbe- 
reich. 

Durch die vorgeschlagene Einrichtung ist nun eine 
Wellenlangenbestimmung so wesentlich vereinfacht 
worden. daB ihr Einsatz auch in groBeren Stuckzahlen 
erfolgen kann und auch unter ungunstigen Umweltbe- 
dingungen wirtschaftlich moglich ist 

Patentanspruche 

1. Einrichtung zur Wellenlangenbestimmung opti- 
scher Strahlung mittels Detektoren, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Einrichtung mindestens 
zwei Detektoren mit unterschiedlicher spektraler 
Empfindlichkeit aufweist, die von dem zu analysie- 
renden Licht beaufschlagt werden und mittels eines 
nachgeordneten Rechners die Wellenlange aus der 
Differenz oder dem Verhaltnis der Fotostrome be- 
stimmt wird. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1 , daB die Detektoren 
(10. 11) Fotodioden unierschiedlichen Typs — bei- 
spielsweise Si und InGaAs — sind. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Detektoren (10. 11) Fotodioden 
gleichen Typs sind. jedoch einer dieser Dioden (10 
Oder 11) ein Filter (13) vorgeschaltet ist. der eine 
spektral unterschiedliche Dampfung aufweist. 

4. Einrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB anstelle der mindestens zwei Detek- 
toren (10. 1 1) mit unterschiedlicher spektraler Emp- 
findlichkeit, eine Quadrantendiode (Rg. 5) verwen- 
det wird, deren Sektoren unterschiedlich spektral 
bzw. absolut empfindlich sind. 
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5. Einrichtung nach den Anspruchen 1 oder 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Quadranten (1 und 
2) der Quadrantendiode (Fig. 5) die Wellenlange im 
normalen Bereich wiedergeben und die Quadran- 
ten (3 und 4) die Wellenlangen fiir Bestrahlungs- 5 
starken, die die Quadranten (1 und 2) ubersteuern, 
wobei diese Quadranten (3 und 4) mit Neutralfilter 
gedampft sind 

6. Einrichtung nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB dem lo 
Quadrantendetektor (Fig. 5) zur Unterdriickung 
von Hintergnindlicht ein HochpaBfilter zugeord- 
net ist 
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